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摘要(译)

超声探头校准系统和方法。 该系统包括超声探头校准体模（100），并
且超声探头校准体模（100）在其上表面的中间位置处具有凹入的凹陷
110，并且具有多个锥形孔。 在其侧面上。 下沉的凹部110与其中的二
维超声探头220固定连接。 锥形孔插入有NDI插入笔（230），并且可以
在超声成像中获取NDI插入笔的尖端（230）。 采用上述结构的超声探头
校准系统使超声平面的中平面能够沿着中间间隙通过超声探头校准体模
（100）的中平面，从而使NDI插入笔的尖端（230） 超声平面的“平面”
体用于超声平面的中平面，从而解决了点型体模或二维平面体模与超声
平面的未对准问题。
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